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Presné a spolehlivé méreni vicenasobnych povlaka nebo pokoveni

SPECTRO XRF Layers

Novy softwarovy balik SPECTRO XRF Layers umozriuje nedestruktivni identifikaci
tloustky a elementarni sloZeni vicevrstvych pokoveni a povlaku.

Kapacita: az 8 vrstev a 55 prvkd.

Tento vysoce vykonny softwarovy doplnék je k dispozici pro pfistroje se systémem SPECTRO XRF
Analyzer Pro, vcetné SPECTRO XEPOS, SPECTROCUBE a SPECTRO MIDEX

pfi nakupu nového nastroje nebo jako aktualizace . Balicek SPECTRO XRF Layers

prinasi kriticky noveé analytické schopnosti pro Sirokou Skalu aplikaci. Uzivatelé mohou napriklad nyni
pfidat méfeni vrstvy k analyze objemového sloZeni kovi nebo roztok( pokovovaci 1dzné nebo do

aplikace pro kontrolu souladu.

SPECTRO XRF Layers se opira o pokroCilé némecke inzenyrstvi, diky kterému je SPECTRO ALl
predni svétovy vyrobce energo-disperzni rentgenové fluorescenéni (ED-XRF)

spektrometrie pro aplikace v&etné pokovovani a analyzy kovu.




Pro aplikace SPECTRO XRF Layers s jeho vysokou citlivosti je

pristroj MIDEX idealni, a umoznuje kratké testovaci ¢asy s vysokou
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APLIKACE ELEKTRONIKA /| POKOVENI DEKORATIVNi POKOVENI

POKOVENIi SPERKU

KOROZNi A KONVERZNi NATERY




SPECTRO KRF Layers

VICEVRSTVA TLOUSTKA A
ANALYTICKY SOFTWARE

KOMPLETNI SEZNAM
ANALYZATORU KOVU
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